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1. Wstep

Przedmiotem pracy byiy badania-odpornoéci na zaklécenia elekbtro- ~
magnetyczne "Swiatiowodowego urzadzenia komunikacyjnego transmisji
danych DCE", zwanego dalej modemem komunikacyjnym, modemem. .

. Celem badah byio okre$Slenie poziomdéw odpornoéci modemu na zakiécenia
- umowne oraz stwierdzenie czy dostarczony do badain model uzytkowy
modemu speinia wymagania na wykonanie W2 wg PN-86/E-06600, postawione
w "Wymaganiach techniczno-eksploatacyjnych na urzadzenie komunikacyj-
ne transmisji danych DCE" /opracowanie OTO Lublin, 1987 r./.
Sformutowane wnioski dotyczé uzyskanych wynikoéw badaﬂ, propozycji
zmian oraz sposobu przeprowadzania badan.

2. Charakterystyka badanego urzagdzenia

d

- Do badah dostarczono model uzytkowy modemu bez dokumentacji konstruk-

- cyjnej i eksploatacyjnej. h

Modem jest wykonany jako samodzielne urzgdzenie umieszczone w obudowie

typu ZDB -128x250x292, zasilane % sieci jednofazowej, wykonane w I kla-

sie ochronno$ci /z przewodemn ochronnym/, z przylgczeniowym kablem

- sleciowym o dtugosci 1,75 m.

Interfejs DCE jest wyprowadzony na zigcze szufladowe typu 881.025

umieszczone na tylnej sSciance obudowy.

Zacze swiatlowodowe wprowadzono bezpodrednio do wnetrza obudowy przea

otwér w plycie czotowej. Na piycie czolowe] usytuowano nastepujace

elementy manipulacyjne i éygnalizacyjne:

- przycisk wytacznika sieciowego

- LED /czerwony/ sygnalizujacy wigczenie sieci

- LED /czerwony/ sygnalizujgcy obnizenie sygnalu w torze $wiatiowodo-
wym poniZej’pozioﬁu dopuszczalnego lub brak transmisji. ,

0d strony interfejsu DCE modem zapewnia wspdipracg¢ z urzadzenienm

wyposazonym w styk S2 standardu V24, od strony tagcza optycznego SO

z l@czém Swiattowodowym o diugosci do 6 km.

Podstawowe parametry modemu: praca dupleksowa, asynchroniczna lub

synchroniczna z szybkoétig transmisji 0...20 kbit/s przy stopie biedu

1077,

Typowy tor transmisyjny zestawiony jest z dwdch modemdw wspbdipracujg-

cych ® urzgdzeniami koAcowymi przez interfejs DCE.
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3. Uktad pomiarowy 1 testy
- 7

Badania modemu wykonano w podstawowym ukiadzie pomlarowym pokazanym
na rys.1. Uktad zestawiono z nastepujgcych urzgdzen:

Modenu badanego /WB/ - przysbtosowanego przez zleceniodawce do pracy
w stanie zapgtlonym na interfejsie DCE /sygnatr odebrany podano bez-
podrednio na weJscie nadawania,zwarte piny 2-3 na zigczu interfejsu
DCE/ oraz od strony optycznej z wprowadzonymi tiumikami odpowiadajg-
cymi tlumiennoéci sygnatu optycznego w fgczu o diugodci 6 km.
Mgdemu pomocniczego /MP/ ~ pi@zstosowanego do wspbdipracy z xgczem
optycznym MB a od strony elektryczned z miernikiem ESP opracowanym
przez OTO Lublin, zwanym dalej testerem.

Generatora /G/ — sygnaku prostokatnego o poziomie TTL,zewngtrznego

zegara testera, ktdérego czgstotliwosé okredla szybkosé transmisji

w bit/s.

Informacja wysytana przez Gestér Jjest nadawang przez MP do MB poprzez

tacze optyczne. W MB informacja odebrana przez czedé odbiorczg po

przejsciu przez elementy interfejsu elektrycznego DCE jest/skierowana

do czgsci nadawczej. Informacja nadawana przez MB po przejéciu przez

¥gcze optyczne Jjest odbierana przez MP i skierowana do testera. W

testerze nastepuje analiza informacji wysyianej i przyjmowane]j oraz

rejestracja bieddw, ktdére sg wyswietlone na wskasniku cyfrowym ESB.

Postaé informacji wysyianej przez tester moze byl zmieniana odpowied-

nimi elementami manipulacyjnymi /zestaw 16 przelgcznikdéw/ a szybkodé

transmisji bit/s czestotliwoScig generatora G. ’

Poprawna transmisja informacji zachodzi wdwczas gdy:

~ stan wskaznika ESB Jjest zerowy

-~ nie wystepuje sygnalizacja /zaswiecenie LED/ obniZenia sig¢ poziomu
sygnatu lub braku transmisji w obu modemach WMB 1 MP.

W uzgodnieniu «ze Zleceniddawca przyjeto, Ze badania begdg przeprowadzo-

ne dla nastgpujacej postaci informacji

~ GP /informacja przypadkowa generowana przez tester przy przycisku
GP+/ .

- 5555, AAAA, 0000, FFFF /informacje zsdawame na przelqcznlkacn teste—
ra/ przy przycisku GP-/ ’

oraz dla dwéch szybkoéci transmisji 20 kbit/s, 2,4 kbit/s.

4., ZakKres 1 metody badan

Pomiary poziomu zakidcalnosci modemu badanego préepfowadzono zgodnie
z PN-86/E-06600 /dalej skrétowo. oznaczona PN/ dla nastepujacych

‘)
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punktéw pomiarowych i umownych sygnaiéw zakibcajacychs:

3,1. 0bwdd sieciowy modemu - punkt pomiarowy bolce wtyczki kabla

sieciowegoe /R,N,Z/ przy zakitdéceniach:

a/ impulsowych nanosekundowych 5/50 ns, metoda symulacji SN10 zgodnie
z zat.1 do PN. Uktad pomiarowy rys.2, generator zaktécen GZ - typ
N3G225 /fSchaffner/, sieé sztuczna SSz- typ IKSAiP Wrociaw. Czas na-
razania 1/2 min dla jednego punktu pomiarowego i jedne] polaryzacji
impulsu ) .

b/ impulsowych duzej energii 1,2 / 50 ps /8/20‘ps/ o energii 1 J przy
amplitudzie 1 kV, metoda symulacji SB30 'i SS30 zgodnie z zak.3 do
PN. Uklad pomiarowy Jjak na rys.2, generator zaklbceh GZ - typ
MERA PIAP, element oddzielajgcy i sprzggajacy w sieci szbtucznej
L =2,2ml, C=4jF. ’

W kazdym uk}adzie pomiarowym symetrycznym 1 niesymebtrycznym punkty
pomiarowe naraza sie 10 impulsami z czestoscig 1 imp/10 s o kazdej
polaryzacji

¢/ dynamicznych zmianach napig¢eia zasilania, kedétkotrwale zaniki na-
piecia U/D, meboda symulacji SS70 zgodnie z zal.7 do PN.

Uklad pomiarowy-jak na rys.2, symulator zakidcehr S2S typ  SZS-2
/MERA RIAP/. Czestosé inicjowanych zakiécen 0,1/s, liczba zakidcen
10.

4,2. Obwodd interfejsowy DCE - modemu - punkt pomiarowy para przewoddw

skrecanych o dtugodci 2 m, %gczaca piny 2-3 zlacza interfejsowego

/pin 7 masa/, przy zakiéceniach: '

a/ impulsowych nanosekundowych 5/50 ns, metoda symulacji SE10 zgodnie
z zat.1 do PN. Uk*ad pomiarowy rys.?, generator zakidcenr GZ- typ
NSG225 /Schaffner/, urzadzenie sprzegajace - klamra pojemnoSciowa
/MERA PIAP/,czas narazania 1/2 min dla kazde] pola}yzacji impulséw

b/' impulsowych duzej energii 1,2/50 us /8/20 us/, metoda symulacji
SM30 zgodnie z zat.? do PN. Uktad pomiarowy rys.B; generator zak1b-
—cett GZ - typ MERA PIAP, urzadzenie sprzggajace - przewdd testowy
z prgdem owiniety dookola pary przewoddéw interfejsowych 2 zw/m.
Czas badania jak w p. 4.1.b/.

4.,%, Modem jako urzadzenie obudowane przy zakidceniach:

a/ wytadowaniach elextrycznosci statycznej ESD, metoda symulacji SE30
zgodnie z zat.8 do PN. Wytadowania bézpoérednie na dostepne zewne—
trzne powierzchnie obudowy, potencjai odniesienia bolec ochronny
wtyczki kabla sieciowego, uktad pomiarowy Zys.4, symulator zaktécen

Cgi
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ESD - typ SED-2 /MBRA PIAP/. Czestodé wytadowan 1/s, 10 wytadowat
na wybrany punkt pomiarowy '

b/ impalsowycn duze] eneregii 1,2/50 ps /8/20 ps/, uecoda syanulacji
SM30 zgodnie z zat.3 do ~N. Ukiad pomicrowy rys.4, generctor za-
Ktbcen GZ - typ MERA PIAP, urzadzenie sprzggajéce przewdd testowy
z pragdem 1 zwoj. dookoXa obudowy dla trzeca osi geometrycznych
obudowy. Czas badania jak w p. by

Modem badany umieszczono na wysokoSci 0,1 m nad ptaszczyzni ziemi

odniesienia o powierzchni 1 m x 1 m. Stanowisko badania zakidcalnosii

oddalono od urzgdzeh pomocniczych /MP, testera, genératora/.

Urzadzenia pomocnicze zasilono z sieci Qﬁzaxlécanej poprzez dodatkowy

filtr przeciwzakidceniowy. )

Stwierdzono, Ze tester pracuje poprawnie przy wybtwarzanych na sta-

nowisku badawczym zaktéceniach. Sprawdzenie dokonano przy poigczeniu

gniazd KLo 1 KIm na testersze. .

Sprawdzono, 2e w uktadaca pomiarowych zaktdcalnoscli przy braku za-

kXéceh i czasie obserwacJi co najmniej 2 min. transaisja przebiega

poprawnie.

Ustalono nastepujgca procedurg badan: '

~ usbawienie postaci informacji 1 szybxodci transmisji btestera

- sprawdzenie poprawnoSci btramsmisji w ukladzie pomiarowym w warunkach

bez zakidcen

- narazenia zakiécaniani o zadanym poziomie i polaryzacjli przez czas

okreSlony w p.4.71 do 4.3 oraz obserwacja lampek sygnalizacyjnych
na B 1 #P ordz wsiazal testera

~ wyigczenie zakldcen, rejestracja ovserwowanych ocojawdw zakldceh

~- ponowne sprawdzenie poprawnoSci bransmisji w warun<ach bez - zaklbcen

/po wyzerowaniu wskazaf testera/
- zZwigkszenie poziomu zakidcenia 1 postepowanie jak wyzej.
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5. Wyniki pomiardw

1. Wstepne badania zakibdcalnoSci przeprowadzono w obwodzie sieciowym
modemu badanego przy zaktdceniach impulsowych nanosekundowych

5/50 ns oraz krétkotrwatych zanikach napigcia 'sieci.

Przy zakibéceniach impulsowych 5/50 ns stwierdzono, 2Ze objawy zaklbcen

wystgpuja przy amplitudach impulséw powyzej 3 kW. Dla nizszych po-

ziombéw amplitud impulsdw wskainik testera wskazuje ‘wartodé zerows,

a po przekroczeniu poziomu amplitud ok. 3 kV wskazania wskazZnika

testera gwaitownie wzrastajg.

W zwigzku z powyZszym zdecydowano sig¢ wydiuizyé czas narazenia

impulsami do 2 min dla niZszycﬁ poziombw zaktécetr,przy ktbdrych nie

wystegpujgcobjawy zaklbceh.

Dla krétkotrwatych zanikdédw o czasie trwania ok. 17 ms stwierdzono

pojawienie niezerowych wskazan wskaznika testera. W zwigzku z ‘tym

Zleceniodawca wprowadziit dwa dodatkowe kondensatory elektrolityczne

/o pojemno$ci 47O.FF/ w obwodzie zasilaczy +12 V.

Dalsze badania przeprowadzano z wyzeJ oplsang zmiang w zasilaczu MB.

2. Przy zaktéceniach obwodu sieciowego impulsami nanosekundowymi
5/50 ns, metoda symulacji SN10, dla wszystkich postaci informacji
/GP, 5555, AAAA, 0000, FFFF/ 1 obu szybkosci transmisji /20 kbit/s
i 2,4 kbit/s/ nie stwierdzono objawbdw zaklbéceh dla amplitud impulsdw
+0,5 kV, +1 kV, +2 kV. Réwniez nie stwierdzono wystapienia objawdw
zaktécenl przy poziomie +2.kV i wydiuzonym czasie narazenia do 2 min
na kazdy zaktécany przewdd sieciowy i dla kazdej polaryzacji impulsdw.
Przy amplitudzie impulsédw 4 kV 1 czasie narazenia 1/2 min na kazdy
zaktoécany przewdd 1 dla kazde]j polaryzacji wystapily objawy zakldcen
rejestrowane na wskagniku testera, zestawienie wynikdéw podaje tab.q.
Praeprowadzono dodatkowe pomiary zakidcalnosci dla transmitowane]
informacji GP i 0000 =z szybkoéciq 20 kbit/s.przy zastosowaniu:
~ sygnaiu zakidcajacego 57100 ns z piynng regulacja amplitudy do
2,5 kV /symulator NSG2224A/, nie stwierdzono obgawow zaktdcen
transmisji przy amplitudzie +2,5 kV N
- sygnatu zaklbcajacego 254ns/1lps z piynng regulacjg amplitudy dq
2,5 kV /symulator NSG2244A/, nie stwierdzono objawdw zakidceh trans-—
misji przy amplitudzie ié,S kV. .
Przy dodatkowych poﬁiafﬁch czgstotliwoéé generacji impulsdéw wynosita
10 Hz, a czas naraszania 2 min dla‘obu’polaryzacji impulsdéw i kazdego

przewodu przylgcza sieciowego, uktad pomiarowy rys.2.

~

40



Wskazania testera przy zakibéceniach impulsowych

Tabela 1

nanosekundowych 5/50 ns obwodu sieciowego,

amplituda impulsédw 4 kV, czas narazania 1/2 min

| I b ) - m— 1
Postaé in~ | Zakléciny przewdd prfy;acza - ]
formacji E po aryzacaf impulsdw ) i

. | z i N | R i

N =20 RS T I St

- . - % 2 A creTTeTT T I S =i
szybkosé . ! - { ; }
transmisji ] - i N

! 20 _kbit/s 1 I 1 _ | !

i GP 27 18 11 13 11 5 20 |

s 2o s Sowa —T'- _: . e e e o .- -1

5555 21 27 8 21 1 9 115
- - S B - Samtmte - ——1
AAAA I 23 { 32 5 17 7 | 25
Frum o o e s e e s 1 o e e B T e ot e e e e e e e e s . s e e e s e it e e e e e e e [ -
L FFFF I 20 ! 16 1 9 I 4 12 I 17
A - U ———t e L. | PR

i 0000 i 16 E 21 7 0 17 } 17

mm——— ’ T T— T A T =1 - -

I szybkodé { ! i |

gﬂtransmis;i g { l } "
2,4 kbit/s

= . e I S . |

Lo I N | :

e 1 =T - —freeeme =" -

i FEFF P2 { 5 LI R I3

e e B + -4

[ 0000 o7 8 2 7 1 2 4

| | U N SO i I - j S —



-10-

3. Przy zakibceniach obwodu interfejsowego impulsami nanosekundowymi
5/50 ns, metoda symulacji SE10, dla wszystkich postaci informacji

/GP, 5555, AAAA, 0000, FFFF/ i obu szybkosci transmisji /20 kbit/s i

2,4 kbit/s/ nie stwierdzono objawdw zaktdcehr dla amplitud impulsédw

+0,5 kV, +1 kV, +2 kV.

Sprawdzono, ze przy amplitudzie +2 kV i wydiuZonym czasie narazenia

do 2 min dla kazdej polaryzacji rdéwniez nie wystagpiiy objawy zaklécen.

4, Przy zaklbé6ceniach obwodu interfejsowego impulsami duze] energii
1,2/50 ps /8/20 /us/ metoda symulacji SM30, nie stwierdzono objawéw
zaktécen dla impulséw o amplitudzie i energii 1 kV/1 4, 2 XV/4 J,
4 kV/16 J. Dla amplitudy 4 kV wykonano sprawdzenie dla informacji GP,
0000, FFFF przy zainicjowaniu 3 impulséw narazeniowych dla kazdej
polaryzacji.

5. Przy zakiéceniach obudowy modemu impulsowym polem magnetycznym od

pradéw impulsowych duzej energii 1,2/50)us /8/20/ps/ netoda symu-
lacji SM%0, nie stwierdzono objawdw zakidcel przy amplitudack i
energiach 1 kVZ1 J, 2 XV/4 J, 4 k¥/16 J. Sprawdzenie przeprowadzono
dla informacji GP, 0000, FFFF przy inicjacji 10 impulsdw dla kazde]
polaryzacji i dla trzech osi symuetrii obudowy.

6. Przy krétkotrwatych zanikach napiecia sieci /metéda SS70/ stwier-
dzono: ’

~ przy zaniku o czasile trwania 0-2% ms nie’wystepuja objawy zaklécenia

- przy zanikach o czasie trwanig powyze] 2% ms wystepujs objawy zakid-
cenia rejestrowane przez btester niezerowym sbtanem wskaznika

- przy zanikach o czasie trwania powyzeJ 137 ms wystgpuje dodatkowe
zaswiecenie sygnalizacji braku transmisji na uP.

Dodatkowo sprawdzono, ze modem badany pracuje poprawnie, nie wystepuja

objawy zakléceé, przy warto$éci napiecia sieci powyze] 155 V. Badanie

przeprowadzono dla informacji GP i szybkosSci transmisji 20 kbit/s.

Sprawdzono, Ze przy obnizonym napieciu zasilania 187 V zanik o czasile

trwania 10 ms wywoiuje biedy w transmisji, a zanik o czasie trwania

powyzej 108 ms powoduje dodatkowo zapalenie sie¢ sygnalizacji braku

transmisji na MP. '

7. Przy zakidcahiu obwodu sieciowego impulsami duzej energii 1,2/50/us
/8/20 ys/ o -amplitudzie 1 kV i energii M Jy przy stransmisji infor-—

macjli GP z szybkoScig 20 kbit/s stwierdzono:

-~ przy symulacji zakéced piesymetrycznych /metoda SN304 zaklécenie
wystepuje pomigdzy przewodem ochronnym i przewodami fazowymi R,N/

AY



-11~

nie wystapity objawy zakidcen -

~ przy symulacji zakécen symetrycznych /metoda SS30, zakibécenie wy-
stepuje pomiedzy przewodami fazowymi R i N/ wystapit objaw zaktdce-
nia w postaci zapalenia sig lampkl sygnalizacyjnej braxku transmisji
na MB przy zerowym stanie wskaznika testera. Po narazeniu, w warun-
kach bez zakibcehr, rdéwniez obserwowano chwilowe Zapalanie sig lampki
MB sygnalizujqcejzbrak transmisji przy zerowym stanie wskaznika na
testerze.

W zwigzku z powyzszym faktem, obawg trwalego uszkodzénia badanego

urzgdzenia, nie przeprowadzono pomiardéw przy wyzszych amplitudach

zakibcen., |

8. Przy bezpodrednich wytadowaniach elektrycznoéci statysznej ESD,
metoda SE80, inicjowanych na bsiony obudowy modemu przy transmi-
sji informacji GP stwierdzono: ‘
Przy amplitudzie wytadowan od 1 kV do 4 kV nie wystgpity objawy bied-
nej transmisji rejestrowane przez tester. Przy amplitudzie 4 kV wy-
stqpll obJaw zaktbécenia w postaci Jednoraaowego chwilowego zapalania
sie sygnallzuaqceg brak transmisji na MB przy zerowym SUanle wskaznika
na testerze. Podobnie bez objawédw zaklbceh przeprowaazono prébg przy
wytadowaniach o amplitudzie 8 kV. Jednakze po prébach nasuig€ly sie
podejrzenia o niesprawno$ci testera lub MB. Kontrola MB przeprowadzona
przez .Zleceniodawce wykryia- uszkodzenla elementow iﬁterféjsu DCE,

9. Po przeprowadzeniu peinej kontroli urzgdzed przez Zleceniodawce
przeprowadzono ponowne wy-—rywkowe pomiary zakibdécalnoSci obwodu sie-

ciowego 1 interfejsu dla impulséw nanosekundowych. Wyniki pomiardw

by¥y zgodne z pomiarami p:i5.2 5.4,

W zwigzku z tym w uzgodnieniu ze Zleceniodawca zdecydowanae powtérzyé<;

pomiary zakidécalnosci dla wytadowah ESD oraz zakidcen impulsowych

duze] energii.w obwodzie sieciowym. _

Dla wykrycia ewentualnego uszkodzenia wprowadzono czestszg kontrole

poprawnej pracy w warunkach bez zaklécehr oraz mniejsze przyrosty

amplitudy zakZlécen. -

Przy amplitudzie wyladowal ESD do 10 kV nie zaobserwowano objawow

zakidcen. Ponowne sprawdzenie wykonano przy btransmisji informacji GP

z szybkoscig 20 xbit/s.

Nastepnie ponownie sprawdzono zaxlbcalnosé MB dla obwodu sieciowego

przy zakiéceniach impulsowych duzej energii jak w p.5.7. i

Stwierdzono, ze zardéwno dla symulowanych zakibced niesymetrycznych

Jak 1 dla symulowanych zaklbceh symetrycznych nie wystepuja objawy

— B
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zakXbcen przy impulsach 2 kV/4 J.
Pomiary przeprowadzono dla postaci informacji GP, FFFF, 0000 i szyb-
ko$ci transmisji 20 kbit/s.

6. Wnioski

6.1. Na podstawie wynikdéw pomiardéw przeprowadsonych zgodnie z .
PN-86/E-00600 badany egzemplarz modemu Komunikacyjnego‘xg*vnkaaq
pracy p.3% charasteryzuje sie uastepujacymi poziomami odpornodci na
zaktbcenia:
a/ impulsowe nanosegundowe 5/50 ns
- dla obwodu zasilanig sieciowego 2 kV przy metodzie symulacji SW10
~ dla oowodu interfejsowe,o JCHE 2 KV przy uetodzie symulacji S410
b/ impulsowe duzej energii 1’2/5D.PS /8/2Q‘ps/
~ dla obwodu zasilania sieciowego 2 kV/4 J przy metodzie syamulacji
SN30 oraz metodzie symulacji 8530
~- dla obwodu interrejsowego DCE 2 «V/4 J przy metodzie symulacji
Sil%0 ) ,
¢/ krétkotrwale zaniki napigcia sieci Un/0 /220 V/0 V/ o czasie Trwa-
nia do 2% ms /pod warunkiem wprowadzénia co najmniej dwéch dodatzo~-
wych kondensatordéw w obwodzie zasilanig p.5.1/. Przy zanikach =z
‘ obnizonego napigcia 107 V o czasie trwania do 10 as.
d/ wytadowania elektryczno$ci statycznej ESD, bezpoSrednie ng obudowg
rowyzed 10 kV przy metodzie symulacji SE80.~
e/ pole magnetyczne impulsowe od impulséw duze] emergii 8/20dps
oddzialywujgce na obudowe 4 kV/16 J przy metodzie symulacji SM30.

6.2. Dla modemu w wykonaniu W2 /wg PN-~-86/E-06600/ - patrz '"Wymagania

techniczno-eksploatacyjne na urzadzenie xXomunixacyjne transmisji
danych DCE" wymaga sie nastepujacych pozioméw odpornosci:
Dla pordwrania w ostatniej kolumnie podano w&niki poniardw
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zakt6cenie /metoda/ I wymagane dla
) 1_wykon. W2

uzyskane dla
modelu

— —— —— —— e B e s . g T8 S s L P T $00 S B B S

g

1/ impulsowe nanosekundowe
5/50 ns
-~ dla obwodu zasilania

/SN10/
- dla obwodu interfejsu
/SE10/

2/ impulsowe duze] energii
1,21504ps 0 energii
okreslonej w normie
przedmiotowej ’

- dla obwodu zasilania
/SN30, SS30/ 2 XV

I
i
i
i
i
i
|
! 2 kV
I
!

i
!
i
]
i
i
]
|
i
i

- dla obwodu interfejso- | ;
]
i
]
1
I
i
i
i
1
i
i
!
i
i
i
f
i
I
i
1
I
]
i
i

2 kv

e o e et e et et s e e e e e

2 kv/4 3 2/
2 kV/4 J

2% ms 1/
10 ms 1/

) wego /SH30/ y ! 1 kV

3/ zaniki napigcia Un/0

7SS90/ ) 20 ms
0,8% Un/0 10 ms

Ly wyladowanla elektrycznos—
¢ci statycznej ESD /SE80/
dla cboczenia o wilgot-
nosci 40...80% z mater—
latami )
—antystatycznyml
-syntetycznymi
~innymi

5/ pole magnetyczne impulsowe
od impulsdéw duze] energii

8/20 ps /sM30/

1/ pod warunklem poprawienia uktadu gasilania p.5.71
2/ wyniki uzyskane w badaniach powtérzonych po naprawie urzgdzenia.

2 kV
8 kV /wilg.Z50%/
4 gV

10 kV 2/

wg norm przedm.

e e o e s o 2ttt et i o e

Z porbéwnania pozioméw odpornosSci wymaganych i uzyskanych wynika, ze
badany modem speinia wymagania odporno$ci dla wykonania W2 wg
PN-86/E-06600.

6.3. Fakt wystgpienia uszkodzenia modemu w czasie badah wskazuje na
konieczno8é zwrdcenia uwagl konstruktordw na,nastépujqcé zagad-

nienia: \

- zapewnienie starannego i skutecznego Dolaczenla do zacisku ochron-
nego elementow &onstru&cygnych obudowy

- ogledzin i oceny Jjako$ci .zastosowanego gniazda przytacza sieciowego
MERATRONIK /niska wybrzymalo$é na powlerzchniowe przebicia, iskrze-
nia kontaktéw mogg byé przyczyng uszkodzenia w czasie badai/

~ oceng rozwigzania zasilaczy w tym zwigkszenie energii magazynowane]
w pojemnosSciach filtrujacych, ewentualnie wprowadzenie ogranicznikéw
przepigé po stronie wtbérnej transformatora.

4
J
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Proponuje sie réwnies sprawdzié czy Stosowanie gniazda przyigczowego
typu MERATRONIK spelnia wymagania norm na bezpleczefistwo urzgdzed.

6.4, W badaniach zostat sprawdzony sposdb przepréwadzania badan mode-
mu, podstawowy ukiad pomiarowy. W przysziobciowych badaniach
prototypu nalesy wprowadzié inne rozwigzanie, testera. Tester powinien
okreélal elementowg stopge bigddw na podstawie pordwnania informacji
nadawanej i o@bieranej, zawieraé lgcze Swiatiowodowe z odpowiednimi

tiumieniami sygnaizu. )

Przy aktualnym rozwigzaniu testera wykorzystanie wynikéw pomiardw

z P.5.2 /tab.1/ w celu okredlenia zaleznodci stopy bigddéw od poziomu
zaklbécen jest mozliwe jedynie przy uwzglgdnieniu algorytmu dziatania
testera /co jest znane jedynie konstruktorom testera/.

.Ocena jako$ciowa wynikéw tabl.1 pozwala na nastgpujace stwierdzenie:
urzadzenie ma nizszg odpornodé dla zdkidcen impulsowych o polary-
zacji ujemnej 1 wysszych szybxodciach transmisji, dla postaci
informacji transmitowane] o zmiennej wartosSci bitowej.

6.5. Zwracamy uwagg, 2e wprowadzenie polgczenia potencjatu 0-V zasi-
laczy do przewodu ochronnego wawngtirz modemu moze stworzyé
dodatkowe trudnodci we wspdipracy modemu z urzadzeniem kohcowym DCE.
W przéwodach interfejsowych bgda ptyngé prady wyrdwnawcze wynikajgce

z' résnic potencjatdédw ochronnych urzgdzenia i modemu.



